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摘要(译)

本发明公开了一种具测试架构的液晶显示装置，主要包含多条数据线、
多条栅极线、多条共享电极线及多列像素单元。多条奇数共享电极线是
用以馈送第一共享电压，多条偶数共享电极线是用以馈送第二共享电
压。奇数列像素单元及偶数列像素单元分别耦合于对应奇数共享电极线
及对应偶数共享电极线。另揭露一种检测液晶显示装置的缺陷的测试方
法，包含：于第一时段致能所有栅极线及馈入第一测试电压至对应数据
线；于第二时段除能偶数栅极线及馈入第二测试电压至对应数据线；及
于第三时段将第二共享电压从第一共享测试电压切换为第二共享测试电
压。
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